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[标]发明人 TAKANO SHINTA

发明人 TAKANO, SHINTA

IPC分类号 A61B8/14 G01S15/89 G01S7/52
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/0883 A61B8/4405

优先权 2015157648 2015-08-07 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

在能够控制具有少量信号线的延迟电路的多个电容器（电荷存储区域）
的子光束形成器中，根据电容器的数量存在最大延迟量的限制。超声波
探头具有以二维方式布置的多个振动器，分别连接到多个振动器的延迟
电路，以及设置有多个信号线的探测波束形成器IC，用于设置延迟电路
的延迟量，内置于其中。每个延迟电路将信号延迟通过将第一延迟量和
第二延迟量加在一起而获得的延迟量。多个延迟电路被分成多个组，并
且为布置在同一列中的延迟电路设置共同的第一延迟量，并且对于布置
在同一列中的延迟电路设置共同的第二延迟量，使用信号线。延迟量计
算单元计算第一延迟量和第二延迟量，使得为每个延迟电路设置的第一
延迟量和第二延迟量之和等于或小于预定义的最大延迟量。
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